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Abstrakt:

Fraktograficka rekonstrukcdéstoveé Kivky unvavove trhliny na zakladroztee striaci se
pouziva pro vzorky z&rované cyklicky s konstatnimi parametryéZatvaciho cyklu(asymetrie,
amplituda) [1]. Uvedenou metodu jsme pouzili praonek zkouSeny zatovacim spektrem s
proménnou amplitudou a asymetrii cyklu a vysledky srdyrsalaboratornim rrenim v ptibéhu
Unavové zkousky.



1 Uvod

V naSem ni¥teni jsem nili za Ukol stanovit#istovou rychlost Unavové trhliny v materialu
zatZovaného programovym zatizenim typu “let za let¢2h" M¢teni jsme provadi pomoci
fadkovaciho elektronového mikroskopu a vyslednélogthSieni srovnali s Udaji nagrenymi
na CLKV Brno.

Unava materialje proces zmmn strukturniho stavu materialu a jeho vlastnostiolgny
kmitavym (cyklickym) zatzovanim. Proces uUnavového poruSovani sestava z ifdaace
Uunavové trhliny, faze jejihoistu a nasledného statického dolomu. Nahly statiocky sowéasti
letadla v disledku existence Unavove trhlinyiae mit v leteckém provozu fatalni nasledky, proto
se velka pozornost ¢nuje studiu rychlosti &ni Gnavvé trliny od délky detekovatelné
defektoskopickym rifenim az délku ip které dojde k dolomu s@asti. Znalost této rychlosti a
doby, kterou pdtbuje Unavova trhlina k dosazeni délkii, kieré dochazi k dolomu je kbva
informace pro stanoveni intervalu defektoskopickiohtrol sodasti letadel.

2 Elektronovy mikroskop

Ke stanoveni rychlosti &ni Gnavové trhliny Ize pouzit metody kvantitatifraktografie, které
zkoumaji morfologii lomové plochy. Rozts periodicky se opakujicich fraktografickych zhak
striaci, na lomoveé ploSe Ize pouzit ke stanovenhlosti Steni trhliny @i znalosti zavislosti
v=D(s)*s. FunkceD(s) je charakteristikouifsluSnou danému materialu a zatiZzeni. ProtoZzedozte
striaci je velmi mala a lomové plocha veléenita, pouziva se k jejich pozorov&aikovaciho
elektronového mikroskopu.

Rastrovaci, nebo t&&adkovaci elektronovy mikroskop je elektronovy ro#kop, ktery
vyuziva k zobrazovani pohyblivého svazku elekir¢®]. Na kazdé misto vzorku je postépn
zantien Uzky paprsek elektrén(prochazi jej potadcich — odtudiddkovaci). Interakci
dopadajicich elektrans materialem vzorku vznikajiizné detekovatelné slozky (Obr. 1). Jak
paprsek putuje po vzorku, émi se podle charakteru povrchu urdvsignati v detektorech.
Z téchto signak je pak sestavovan vysledny obraz. Ziskany obraz sjandardé
monochromaticky.

Zdrojem elektron je elektronové &o, negastji wolframové Zhavené vlakno, umisgé
v tzv. Wehnelto¥ vélci. Elektrony jsou urychlovany smem k vzorku urychlovacim napm
(typicky 0,1-30kV). Svazek elektrén(paprsek) je sirovan a zaosbvan elektromagnetickymi
¢ockami. Tubus obsahuje zpravidla jednu nebo vice &mrdrovychiocek, objektivovouiocku,
vychylovaci civky rastra civky stigméatar pro korekci astigmatismu.
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Obr. 1. : Interakce elektronového svazku se vzorkem

3 Fraktografickeé méreni

Pomocitadkového elektronového mikroskopu bylytizeny fotografie lomové plochy
vzorku F1R integralniho panelu. Fotografovand méstasebe byla vzdalena 0,5 cm az 1 cm.
Zv¢tSeni fotografie bylo 3.000x a 10.000x. U kazdéodpafie jsme zmili pramérnou
vzdalenost striaci, pro uvedenou délku trhliny azaklad uvedenych udéjspcetli rychlost
Siteni, kterou jsme vynesli do grafu gfaného v éib¢hu zkousku na CLKV Brno [2] (viz Obr. 2).
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Obr 2. : Rychlost $éni Unavoveé trhliny v zavislosti na jeji délce,adaé zkusebny CLKV a
fraktograficky zrekonstruovana dat@(vené body).



4.Vysledky

sx v s

je v oblasti podélniku (stringer). Zpomalenifesii trhliny v uvedené oblasti je dano geometrii
télesa a bylo prozorovano figexperimentalnim reni délky trhliny v CLKV. PestoZze mnoZina
zkoumanych dat je velmi mala, bylo dosaZzeno doho& s realitou. Otazkoutigtava zda je
shoda ndhodn4, nebo zda je pouzitd metoda rekkostdostaténé robustni.
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